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Для оптимального проектування покривів низької теплопровідності 

(металокерамічних, пористих, волокнистих композитів, композиційних фарб 
тощо), розроблення технологій їх виготовлення, а також оцінювання їхніх 
експлуатаційних властивостей необхідні об’єктивні дані щодо їх об’ємних 
коефіцієнтів поглинання   та розсіювання  . Ці коефіцієнти є маловідомі в 
літературі для багатьох матеріалів. Також підходи до їх визначення 
передбачають проведення вимірювань в лабораторних умовах із 
використанням складного обладнання, що часто унеможливлює застосування 
до реальних технічних об’єктів в умовах їхньої експлуатації [1, 2]. Крім того 
такі підходи здебільшого вимагають використання спеціально створених 
товстих зразків – прототипів [3]. 

У доповіді представлено спосіб визначення одночасно двох об'ємних 
коефіцієнтів поглинання   та розсіювання   ІЧ-випромінювання в 
плоскому діелектричному шарі на основі даних температури його поверхні та 
енергії ІЧ радіації, яку він випромінює через цю поверхню у зовнішнє 
середовище. Для цього використовуємо розроблену модель кондуктивно-
променевого теплообміну в шарі, який поглинає, випромінює та розсіює ІЧ-
радіацію як в об’ємі, та і на поверхні [4]. В рамках моделі сформульована 
обернена задача для визначення коефіцієнтів   та  . 

Із використанням ітераційного алгоритму чисельного розв’язування 
задачі, який базується на методі Ньютона-Рафсона, а також із використанням 
методу обчислювального експерименту проведено дослідження збіжності 
запропонованого алгоритму розв’язку оберненої задачі для конкретних 
матеріалів. 

Дослідження показали, що алгоритм швидко збігається для зразків 
товщиною не більше декількох міліметрів. Для зразків більшої товщини – 
ітераційний процес розбігається. Таку поведінку можна пояснити тим, що зі 
зростанням товщини шару біля його поверхні виникає область різкої зміни 
температури та інтенсивності випромінювання (приповерхневий граничний 
шар). Внаслідок цього задача стає сингулярно збуреною. 
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На швидкість збіжності алгоритму також впливають коефіцієнт 
теплопровідності   матеріалу та вибір початкового наближення коефіцієнтів 
  та  , хоча цей вплив є менш суттєвий. 

Застосування методів регуляризації може розширити область збіжності 
ітераційного процесу, що буде проведено у подальших дослідженнях. 

Отже, розроблена методика може бути використана для 
експериментального теоретичного визначення об’ємних коефіцієнтів 
поглинання   та розсіювання   тонких діелектричних шарів та 
теплозахисних покривів. Температуру вільної поверхні шару і потік енергії, 
який він випромінює через цю поверхню у зовнішнє середовище, можна 
виміряти в умовах експлуатації (in-situ), використовуючи існуючі засоби 
теплових вимірювань. 
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A METHOD FOR DETERMINING OF ABSORPTION AND SCATTERING 

COEFFICIENT OF DIELECTRIC LAYER 
 

An inverse problem for simultaneous determination of the absorption and scattering 
coefficients of a layer volume of small thermal conductivity on the base of data obtained by 
measuring surface temperature and energy flux flowing out the layer through its surface has 
been considered. 


